NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM . E“"isense

Spektrometr XRF do ztota
EDX 3000 PLUS

EDX 3000 PLUS to najbardziej zaawansowany spektrometr
XRF do analiz stopéw i wyrobow z metali szlachetnych
firmy Skyray Instrument. Oferuje szybka i nieniszczaca
analize sktadu stopéw jubilerskich, gotowych wyrobdéw
ztotniczych oraz surowcéw metalicznych.

EDX 3000 PLUS zostat wyposaiony w ulepszony detektor
SDD zapewniajacy najlepszg rozdzielczos¢ widmowa
dostepna dla tego typu analizatoréw. Uzyskiwane wyniki
spetniajg norme GB/T 18043-2000 dotyczacg analizy
zawartosci metali szlachetnych w wyrobach jubilerskich
metodg XRF.

w . EDX 3000 PLUS dostarczany jest w standardzie z
komputerem oraz oprogramowaniem.

Szybkie i doktadne v" Nieniszczaca analiza pierwiastkdw w zakresie
analizy jubilerskie od S (16) do U(92)

Stabilna lampa rentgenowska z anodg wolframowg

v’ Bezpieczna i tatwo zamykana i otwierana komora pomiarowa bez
Detektor SDD koniecznosci wytwarzania prézni

v" Detektor SDD o ulepszonej rozdzielczo$ci widmowej (13915 eV)

zapewnia lepszy rozdziat widm pierwiastkéw w poréwnaniu z
klasycznym detektorem Si-PIN (rzedu 155 eV)

Automatyczny
przetacznik v' Detektor wyposazony jest w duze 25 mm? okienko berylowe, co
kolimatorow znacznie zwieksza ilos¢ odbieranego promieniowania.
v' Szybko$c zliczen siega 80 000, co jest wartoscig o 5-10 razy
wyzszg niz w detektorze Si-PIN.
Kamera do podgladu yzsza
prébek v' 2 -4 krotnie ulepszona precyzja pomiaréw w poréwnaniu do

detektora Si-PIN

v" Wbudowana kamera CMOS o wysokiej rozdzielczosci umozliwia
Analizy powtok

jubilerskich

doktadny wybdr punktu pomiarowego i dodanie zdjecia do
wygenerowanego raportu.
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v' Opatentowany przez SkyRay Instruments system wzmacniania sygnatu wzgledem zaktdcen
(SNE) zwieksza mozliwos¢ analizy sygnatu ok. 25 krotnie zapewniajgc stabilnos¢ i doktadnos¢
pomiaru.

v' Potrdjny system zabezpieczer przeciw promieniowaniu X: sensor otwartej pokrywy, brak
promieniowania podczas spoczynku urzgdzenia, otowiane fragmenty obudowy
zabezpieczajace uzytkownika podczas pomiaréw.

v" Elegancka i wytrzymata obudowa wykonana ze stali

Przyktadowa analiza
platyny z 5%
zawartoscia irydu
(obszar zaznaczony na
czerwono)

Oprogramowanie z przyjaznym uzytkownikowi interfejsem
Wielowariantowa, nieliniowa procedura regresji

Niezalezny model korekcji efektu matrycy

AN NN

Urzadzenie prekalibrowane przez producenta — cztery eksperymentalne krzywe kalibracyjne
osobno dla stopéw Au, Ag, Pt i Pd oraz model analizy z wykorzystaniem parametréw
fundamentalnych FP

v’ Pierwiastki zadeklarowane w krzywych kalibracyjnych standardowo:

e dlaAu(Au, Ag, Cu, Zn, Ni)

dla Ag (Ag, Cu)

dla Pd (Pd, Cu)

dla Pt (Pt, Pd, Cu

e model analizy z wykorzystaniem parametréw fundamentalnych FP (Au, Ag, Cu, Zn, Ni,
Fe, Co, Ru, Rh, Os, Ir, Pt, Pd) opcjonalnie dodatkowe pierwiastki maksymalnie do 24
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Specyfikacja techniczna

SDD (Silicon Drift Detector)

Lampa rentgenowska z anodg W (50 — 1000 pA)

5-501v

Ciata state, proszki, ciecze, gotowe wyroby jubilerskie

30~ 200 sekund

0.05 % (przy zawartosci gtéwnego sktadnika powyzej 96%)
Zakres pomiarowy 0Od S — do U (mierzone pierwiastki: Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Zn, Ni, Rh,

_ Cd, Ru — do 24 pierwiastkow maksymalnie)

Automatyczny przetagcznik kolimatoréw: 0.2, 0.5, 1, 2, 3,4, 6, 8 mm

Oprogramowanie Oprogramowanie analityczne w jezyku polskim do standardowych
pomiaréw sktadu chemicznego lub oprogramowanie Thick do
pomiaru grubosci powtok galwanicznych (np. Ag/Cu)

Pozycjonowanie préby Celownik laserowy, kamera CMOS HD do podgladu
Bezpieczenstwo System ochrony bezpieczenstwa: poziom radiacji znacznie ponizej
wymaganych prawem norm, funkcja automatycznego wytgczania
lampy rentgenowskiej przy otwarciu pokrywy, kontrolka swietlna
informujgca o wtaczonej lampie rentgenowskie;.
110/220 VAC +/- 5V (zalecane Zrédto stabilizowane)
44 x 30 x 10 cm

Wymiary komory pomiarowej

i5ke
Warunki pracy 15 - 30 °C; wilgotnos¢ <70%

Konfiguracja standardowa Komora pomiarowa, kamera CCD, detektor SDD, lampa x-ray 50W,

wzmachniacz SNE, automatyczny przetgcznik kolimatoréw, zestaw
uchwytéw do drobnych elementéw

Zastosowanie:
e Stopy metali szlachetnych (skupy ztota,
lombardy, jubilerzy, pracownie ztotnicze)
o Elektronika pod katem dyrektywy RoHS
e Badanie grubosci i sktadu powtok galwanicznych
e Rafinacja ztota

o Przemyst zabawkarski i ceramiczny
o Analiza sladowych ilosci metali szlachetnych
(Pt, Pd, Rh) w katalizatorach samochodowych

Envisense ul. B. Glowackiego 35 20-060 Lublin

tel./fax: +48 81 444 67 16
info@envisense.eu www.envisense.eu PL_X_EDX3000_PLUS_v01_19



mailto:info@envisense.eu

